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|. INTRODUCCION

L os detectores de Microbandas de Silicio son ampliamente usados en la actualidad en
los experimentos de fisica de altas energias. La velocidad de transmision de la sefid, la
segmentacion espacial y su resistencia a la radiacion hacen de los detectores de silicio la
mejor opcion para la deteccion de trazas de las particul as cargadas. Por estas cualidades son
empleados en experimentos de fisica de particul as tanto en aceleradores como en satélites.

En el grupo de SCT* del IFIC se medirdn 880 detectores de microbandas de silicio,
con los que se construiran 220 modulos para la parte forward del subdetector Slicon
Tracker del experimento ATLAS.

Il. CARACTERIZACION DE LOS DETECTORES

Los detectores que se utilizaran en € experimento ATLAS del LHC, son p+n de

acoplamiento capacitivo y de un espesor de 300 mm y de una superficie de unos 36 cm?.

Para poder ser usados en € experimento y obtener medidas fiables |os detectores han
de cumplir una serie de requisitos. Estas condiciones que han de cumplir pueden verse en la
tabla 1.

Algunos tests se redlizaran sobre todos los detectores, otros por ser caracteristicas
comunes al lote de fabricacion sélo sobre un porcentgje. Dentro de los que son obligatorios
para todos los detectores, se encuentra la inspeccién visual. Mediante una exploracién de la
superficie del detector se comprueba que este no ha sufrido dafio alguno con el traslado.
Otra medida necesaria es la corriente de fugas para voltajes entre 10 y 500 voltios. Un fallo
de alguna de estas pruebas provocarialaimposibilidad de utilizacion en € experimento.

En un porcentaje del total se mide:

1.- El voltaje de desertizacion, siendo importante que se conserve por debajo de 100
Voltios, después de una ata dosis de radiacion llegaatriplicarse.

2.- La variacion de la corriente de fugas del detector en 24 horas dentro de una
atmosfera seca, ya que éste serd el entorno de trabajo dentro del experimento.

3.- Verificaciéon del buen funcionamiento de todas y cada una de las bandas que
componen €l detector.

Todos estos tests han sido acordados por la colaboracion ATLAS.

Tabla 1. Especificaciones ATLAS sobre |os detectores

Especificacion

lfugas (150 V) <6mA
lrugas (350 V) <20mA
Dlruges (24 h) <2mA
Va <100V
Cacopi <20 pF
Rpal 1.25 +/- 0.75 MW
Rpanda <15 Wcm
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1. LABORATORIO DE MEDIDA

L os dispositivos semiconductores son muy vulnerables a la condiciones externas. Para
poder trabajar con ellos se ha de hacer en ambiente limpio (Iimite del nimero de particulas
de polvo por m*) y controlado (humedad y temperatura). Para ello disponemos de una Sala
Blanca de clase 10.000 donde se ha instalado el equipo necesario para los tests (caja de
Faraday, camara CCD, microscopio, €jes de desplazamiento, dispositivos fuente-medida,
analizador de componentes, pico-
amperimetros...).

L os diferentes aparatos de medida son
controlados por software (*Probe++) por
medio de puertos GPIB programados en
C++ en un entorno gréfico de Linux.

IV. DETECTORES DE PRE-SERIE

En e laboratorio se han medido 40 '}
detectores prototipo de Hamamatsu, para
verificar que cumplen las especificaciones
de ATLAS. Los prototipos han servido “ f“ s
ademas para comprobar que todos los i
laboratorios entre si y e fabricante
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Una vez acordado el disefio del
detector, se ha findlizado €l periodo de
pruebay empezado € de produccion. Periodo en el que se mediran detectores que seran
incorporados en el cuerpo de ATLAS.
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Figural. Curvas |V

Figura 2. Detector dentro de la caja de pruebas Figura 3. Caja de medida de variacion de la corriente
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